Konfiguracja

Nadajnik

Odbiornik

Pozyskiwanie danych

Skanowanie/Wyswietlanie

DAC

TCG

Bramka

TFM

Raport

Przechowywanie danych

Ekran wyswietlacza

Porty wejscia/wyjscia

Odbiornik / Nadajnik
Zakres

Predkosc fali

Tryb badan
Woltaz

Ksztatt impulsu
Szerokos$¢ impulsu
Czas wzbudzania
PRF

OpOdznienie
Wzmocnienie
Szeroko$¢ pasma

Opodznienie

Czestotliwos¢ probkowania

ADC

Maks. dtugos¢ SCAN-A
Typ ogniskowania
Wykrywanie

Typ

Tryb wyswietlania
Jednostka

Punkty

Zasieg wzmocnienia

Maks. nachylenie wzmocnienia

Numer

Prég

Wspétczynnik rozdzielczosci

Liczba klatek na sekunde

Mozliwos¢ podt. pamieci masowej

Rozmiar
Rozdzielczo$¢
Typ

usB

Internet

Wyjscie wideo

64/64PR, 64/128PR

9900ps

340-15240m/s

PE/PC

20V-160V/10V

Bipolarna fala prostokatna
20-1250ns/2.5ns

<10ns

40KHz

20us/2.5ns

0-120dB

0.4-25MHz

20us/2.5ns

100/200MHz

16bit

16384

Prawdziwa gteboko$¢/$ciezka fali/projekcja/ptaszczyzna ogniskowa
FW/HW-+/HW-/RF

Skanowanie TFM/liniowe/sektorowe/ztozone
A/B/C/S/PA-TOFD TFM

mm/inch

16

40dB

40dB/10ns

A/B/C/1+bramka niestandardowa
800%

1024*1024

94Hz @ 256*256

WORD

EMMC (128G) +SSD (Max 1T)
12.1 cali

1280x800 pixel

Przemystowy ekran LCD

2 USB3.0+1 USB2.0

2(Top x86,1000Mb/s. Bottom FPGA,1000Mb/s)
HDMI

2/2

9900ps
340-15240m/s
PE/PC/TT/TOFD
100V / 200V / 400V
Negatyw faliprostokatnej
25-1000ns/2.5ns
<10ns

40KHz

20us/2.5ns
0-120dB
0.5-26MHz
20us/2.5ns
100/200MHz

16bit

16384

NA
FW/HW+/HW-/RF
NA

A/B/C TOFD
mm/inch

/A
YV

Enkoder LEMO 16-pin
UT - PA -TFM/PWI - 2D/3D - TOFD
Jezyk Angielski/Chinski
Zasilanie DC 15V DC 100W
Zasilanie Typ baterii Litowo-jonowa 11.25V/99.6W
Ciagty czas pracy 4 godziny
Wymiary 362*%254*%121mm
Obudowa
Waga 4.7Kg
Poziom IP IP65
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Po ponad dwdch latach testow laboratoryjnych oraz testéw przeprowadzonych przez doswiadczonych klientow, defektoskop Pashed
Array Novascan przeszedt teraz zupetnie nowa aktualizacje oprogramowania i sprzetu! Teraz mozna wybieraé sposréd dwdch nowych wersji
ze wzgledu na liczbe kanatow: 64/64PR oraz 64/128PR. Napiecie transmitera, przepustowos¢ i czestotliwosé prébkowania zostaty znacznie
ulepszone, rozszerzajgc przy tym zakres zastosowan urzadzenia. Zupetnie nowy interfejs oprogramowania, rozsgdny uktad, kompletne
wyswietlanie parametréow, nowy kreator oraz projekt obstugi zorientowany na klienta znacznie upraszczajg konfiguracje i poprawiaja
wydajnos¢ pracy. Defektoskop taczy w sobie TFM (metoda catkowitego ogniskowania), PWI (obrazowanie fali ptaskiej)-TFM,
konwencjonalny Phased Array oraz niezalezng metode badarn TOFD/UT (dwukanatowy) z kompletnymi funkcjami i duza praktycznoscia.
Urzadzenie jest zaréwno odpowiednie do pracy laboratoryjnej, jak i kompleksowych badan na hali lub w terenie.

Doskonata stabilnos¢

TO NIE TYLKO PHASED ARRAY

Bazujac na ponad dziesiecioletnim doswiadczeniu w rozwoju
Phased Array i oczekiwaniach naszego personelu, instrumenty
Novascan majg doskonate mozliwosci Phased Array, integrujgc wiele
funkcji wykrywania. Urzadzenie obstuguje obrazowanie 3D TFM za
pomocg gtowic Matrix, a jeden defektoskop zawiera zaréwno funkcje
3D TFM, 2D TFM, jak i funkcje Phased Array, umozliwiajac swobodne
przetgczanie. Wiele grup badan TFM moze pracowac jednoczesnie z
PAUT, UT i TOFD oraz wyswietla¢ wyniki na tym samym ekranie.
Technologia Phased Array obstuguje sondy liniowe, podwdjne,
podwdjne matrix array itp. i jest odpowiednia dla zdecydowanej
wiekszosci aplikacji wykrywania spoin oraz korozji.

Wysokiej klasy inteligentna technologia analizy, unikalna dla
tego przyrzadu, zostata zaprojektowana do aplikacji takich jak
wykrywanie korozji, badanie spoin oraz badanie kompozytéw. W
defektoskopie mozna ustawic inteligentne rozpoznawanie wad oraz
wigczy¢ funkcje precyzyjnych pomiaréw i analiz, znacznie rozszerzajac
specjalne obszary zastosowan instrumentu. W potaczeniu z zaletami
konstrukcyjnymi skaneréw i gtowic Dopplera mozna rozwigzac¢ wiele
problemdéw zwigzanych z badaniami nieniszczacymi.

Obudowa instrumentu wykonana jest z wytrzymatego stopu aluminium, z solidnymi i trwatymi gniazdami interfejséw oraz jest bardzo dobrze uszczelniona.
Poziom ochrony wynosi IP65 wiec badania mozna wykonywac w ztozonych i trudnych warunkach. Przyrzad posiada dwie baterie, ktére wystarcza na caty dzien pracy.
Dzieki ekranowi LCD klasy przemystowej o wysokiej rozdzielczosci 1280 * 800 pikseli oraz wyraznemu wyswietlaczowi, obstuga jest znacznie wygodniejsza.

Cechy

@ Konfiguracje kanatéw 64/64PR (64/128PR opcjonalne); 2 niezalezne

kanatami UT/TOFD. Moze obstugiwac do 128 elementdw gtowicy z uktadem

fazowanym, umozliwiajac réwnolegte gromadzenie i przetwarzaniem
danych w czasie rzeczywistym z duzg szybkoscia.

@ Automatyczna identyfikacja gtowic DOPPLER, ktdrej podtaczenie
spowoduje automatyczne pobranie odpowiednich parametrow.

@ Wyposazony w kompleksowe funkcje wykrywania i analizy Phased

Array, tryb wyswietlania obejmujgcy SCAN A, B, VB, boczny B, S, C, D, TopC,

wykres paskowy, widoki 3D i inne, obstugujacy jedng grupe z wieloma
wyswietlaniem wielu C-scandw, ustawienia wykrywania ultradzwiekdw,

ustawienia alarmu bramki, symulacja Focal Laws, ustawienia skanowania

mechanicznego, kalibracja, pomiary, raporty i inne funkcje.
@ Obstuguje specjalny tryb ustawiania ogniskowej, podwajajac

doktadnos¢ krokowej wykrywalnosci przy statych parametrach gtowicy, co

znacznie obniza koszty.
€ Obrazowanie 2D TFM z 1024 * 1024 pikselami na klatke, znacznie
poprawiajgce wspotczynnik wykrywania.

@ Obstuguje swobodne przetgczanie pomiedzy trybami PA i TFM, a takze
jednoczesne wykrywanie i wyswietlanie na tym samym ekranie. Przyrzad moze
dostosowac sie do réznych srodowisk detekcji i uzywaé réznych trybdw detekcji,
aby uzyskac lepsze wyniki wyswietlania.

€@ Kanat Phased Array moze swobodnie wyprowadzi¢ konwencjonalne kanaty UT
(100V) przez konwerter do wykrywania kombinacji PA-UT; mozna takze ustawic
dwa niezalezne kanaty konwencjonalne (400 V) do wykrywania kombinacji PA-
TOFD.

@ Obstuga niestandardowej funkcji ustawiania ogniskowania, umozliwiajacej
dowolny wybér elementéw nadawczych i odbiorczych, a takze opdznienia
kazdego elementu, aby spetni¢ potrzeby badawcze najwyzszej klasy.

€ Zapewnia metode bezposredniego potaczenia FPGA, np. ptytke UT, w celu
przesytania zebranych danych do nadrzednego systemu komputerowego, dzieki
czemu uzytkownicy bedg mogli wygodnie dostosowywacd rozwoj platformy PAUT.
@ Dzieki 128 GB przestrzeni dyskowej na ptycie gtéwnej i wbudowanemu
dyskowi o pojemnosci 1TB dostep do przechowywanych danych jest jeszcze
szybszy.

WYSOKA PRECYZJA BADAN TFM

Metoda catkowitego ogniskowania (TFM) to nowa metoda detekcji wykorzystujgca przechwytywanie Full Matrix (FMC). W
poréwnaniu z tradycyjnymi Phase Array ma zalety takie jak: wysoka doktadnos¢ oraz niewielkie pole martwe przy powierzchni.
Urzadzenie to obstuguje réwniez 3D TFM i 2D TFM. Wsrdd nich 2D TFM obejmuje TFM i PWI-TFM, a na tym samym ekranie mozna
wyswietla¢ wiele grup TFM.

Poréwnanie obrazéw PA, TFM oraz
PWI-TFM

Sruba w 3D TFM

Wiele grup TFM

Detekcja PA 3D w czasie rzeczywistym

@ Podczas badania wyswietlany jest stan skanowania przedmiotu w czasie rzeczywistym , a
wykryte defekty wyswietlane sg w trybie 3D. Jednoczesnie mozna przegladaé odpowiednie pozycje
S-skanu i A-skanu, prezentujac wyniki badania w sposdéb intuicyjny i szybki.

@ Grafika 3D moze by¢ obracana, co utatwia obserwacje morfologii defektéw pod réznymi katami.
@ Po wstrzymaniu wykrywania mozna przeciaggna¢ linie skanowania danych na diagramie 3D i
wyswietli¢ odpowiednie informacje S-skan i A-skan w odpowiednich pozycjach, aby kompleksowo
przeanalizowac charakter wady.

Kalkulator Focus Laws

@ Wspieranie jednoczesnej symulacji wielu praw ogniskowych oraz podglad w czasie
rzeczywistym doktadnosci wielu proceséw detekcji zapewnia efekt petnego pokrycia wigzka
akustyczna. Obstuguje symulacje pokrycia TOFD i mozna jg natozy¢ na symulacje ogniskowania z
wykorzystaniem Phased Array, co znacznie skraca czas opracowywania procesu i poprawia
doktadnosé parametréow procesu. Obszar ustawier parametrow pozwala na wybér
szczeg6towych parametrow ustawien, ktére petniag wazng role referencyjng w analizie i
formutowaniu procesu.

Skanowanie dwuwymiarowe i inteligentna analiza

€ Enkodery dwuosiowe moga by¢ stosowane do szybkiego skanowania dwuwymiarowego,
zaleca sie wspotprace z systemem skanowania dwuosiowego Doppler. Dfugos¢ osi X mozna
dostosowac i nie ma potrzeby ustawiania statej wartosci kroku osi Y. System automatycznie
rozpoznaje wielkos¢ kroku osi Y i wyswietla przetworzone dane w obrazie skanu 2D. Skanowane
obrazy mogg obstugiwac obszar do30 m * 10 m (X * Y).

@ Defektoskop obstuguje jednoczesne skanowanie dwuwymiarowe dwdch grup. Wyposazony
w inteligentny modut analizy korozji, moze by¢ stosowany do wykrywania korozji rurociaggéw i
podobnych, automatycznie identyfikujac defekty, takie jak korozja i zmniejszenie grubosci, oraz
obliczanie obszaru defektéw. Wyposazony w inteligentny modut analizy kompozytéw, moze by¢
uzywany do wykrywania podobnych struktur, takich jak wielowarstwowe faczenie i spawanie
kompozytédw, automatycznej identyfikacji defektdw, takich jak odklejenia i porowatosci, oraz
obliczania obszaru defektéw.

Obrazowanie wspotrzednych biegunowych

@ Urzadzenie obstuguje obrazowanie wspoétrzednych biegunowych. Wyniki badania moga
dostarczy¢ informacji, takich jak kat i promien odlegtosci defektu. Funkcja nadaje sie do réznych
okragtych przedmiotdw, takich jak tarcze i pierscienie. Obstuguje dwa tryby skanowania
liniowego PA i skanowania UT.
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